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Dersin Amaci

mikroyapisal karakterizasyon tekniklerindeki gelismeler ve

malzemelerin yiizey-performans iliskilerinin belirlenmesinde kullanilan
modern ylizey analiz tekniklerini 6§renme

Dersin Hedefleri

Dersin Ogrenme Ciktilar
ve Yeterlilikleri

Malzeme karakterizasyon tekniklerinin siiflandirilmasi ve anlatimi X-
1sinlart yontemleri (Kristal yapi analizleri. X-1ginlart yontemleriyle faz
ve elementel analizler)

Optik mikroskop

Elektron mikroskoplar1 (TEM, SEM) ve malzeme karekterizasyonu
FTIR analizi temel ilkeleri, ¢alisma prensibi, bilesenlerinin
incelenmesi

X-1ginlarinin elde edilmesi ve 6zellikleri, X-Isin1 difraksiyon analizi

Dersin Temel ve Yardimci
Kaynaklan

George F. Vander Voort, Metalography Principles and Practice,
McGrac-Hill Book Company, 1984. Metals Hand book.

Dersin Islenis Yontemi
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Vg:;?é? ) Genel Ortalamaya
: . . Yiizde (%) Katki
Isaretleyiniz
1. Ara Simavi X 50
2. Ara Smavi
Degerlendirme Olgiitleri 3. Ara Smavi
4. Ara Smavi
Sozlii Sinavi
Uygulama Siavi
(Laboratuar, Proje vb.)
Yariyll Sonu Sinavi X 50
Yariyll Ders Plam
Hafta Konular:
1 Malzeme Karakterizasyon tekniklerini siniflandirmak
2 Makro Inceleme, Makro Inceleme I¢in Numune Hazirlama,
3 Kirma ve Kirik Yiizeylerin Incelenmesi,
4 Optik Mikroskop
5 Mikro inceleme, Numune Alma, Kesme, Gomme,
6 Zimparalama, Parlatma ve Daglama,
7 Ara sinav
8 Optik mikroskopla inceleme
9 Tek ve Cift Fazli Malzemelerde Yap1 Analizi,
10 Metal ve Alagim Mikroyapilar1 ve Denge Diyagramlari Hiskileri,
11 Elektron mikrospkoplar1 (TEM, SEM) ve Malzeme Karekterizasyonu
12 FTIR analizi temel ilkeleri, caligsma prensibi, bilesenlerinin incelenmesi
13 X-1sinlarii Elde Edilmesi ve Ozellikleri, X-Isin1 Difraksiyon Analizi
14 X-1sinlarinin Elde Edilmesi ve Ozellikleri, X-Isin1 Difraksiyon Analizi (devam)




